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１．はじめに 

 サブミリメートルからナノサイズに至る微粒子は、非常に幅広い産業での活動が行われながら、

今後も多数の新規応用分野を生み出しうる可能性を秘めている。この微粒子を集団として扱うと

きの輸送や特性の制御については、例えばダストプラズマの分野で種々の学術的検討がなされて

いるが、その豊かな将来性を生かすにはさらなる手法の開発と学術的基盤の確立が求められる。

我々は、ミクロンオーダーの微粒子に半永久的に保持可能な電荷（以下、“エレクトレット性電荷”

と総称する）を付与し[1,2]、その集団の輸送現象を制御することを提案し、プラズマ類似の集団

効果に関する検討を開始した[1-3]。本発表では、そのような荷電微粒子集団の新たな学術的知見

について、プラズマ物理の視点を持った検討について発表する。 

２．実験のセットアップ 

微粒子はアクリル樹脂をコアとし、その最外殻層をフッ素系樹脂で覆ったもの（1-10 µm）を作

成した。そして、微粒子（総重量～40 mg）を銅板（室温～150 ℃にて制御）の上に、直径 12 mm

の領域に保持して加速電圧が 1 kV 以下の電子ビーム（ビーム源：JEOL，K-type MA113008）を照

射して電荷付与処理を行った。微粒子集団の表面電位は、表面電位計（Trek，320C）で測定した。 

３．実験結果 

Fig. 1に、銅板上の微粒子集団の表面電位について示す。表面電位は、電子ビーム照射時の銅板

温度（＞100 ℃）と加速電圧印加（＞250 V）を行う

ことで、100 時間以上にわたって同様の負の値を保

持していた。一方、そのような処理を行わない微粒

子集団は、処理初期には表面電位が観測されたが、

100 時間以上経過後は表面電位がほぼ消失した。こ

の結果から、我々が作成した微粒子には、負電荷が

極めて長時間保持可能であることがわかった。講演

では、電界印加環境下での荷電微粒子の実際の

動作観測結果と合わせて議論する。 
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Fig. 1. Surface potential of various samples treated 

in this method. x axis indicates measurement 

position from surface of particle layer. 
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